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649 Mikrometer.

@ Ein Mikrometer (1) schliesst einen Amboss (3) ein
und eine Spindel (4), welche ein flaches, plattenférmi-
ges Ende hat. Der Amboss (3) schliesst einen Stift (3C)
mit kleinerem Durchmesser und vorbestimmter Lénge ein,
welcher im dusseren Endabschnitt eines stabférmigen Am-
bosskérpers (3A) ausgebildet ist, und einen Messaufneh-
merteil (5) von réhrenférmiger Form, welcher so an den
Ambosskorper (3A) angepasst ist, dass er gleitend entlang
dem Ambosskdrper (3A) bewegt werden kann, wobei ein
dusseres Ende des Messaufnehmerteiles (5) plattenférmig
geformt ist, und in einem zentralen Teil des ausseren En-
des des Messaufnehmerteiles (5) ein Loch zum Einflihren
eines Stiftes angebracht ist, und der Stift (3C) des Am-
bosskérpers (3A) in dieses Loch zum EinfGhren eines Stif-
tes eingeflihrt ist. Der Amboss (3) schliesst zuséatzlich eine
Messuhr (10) ein, welche mit ihrem &usseren Ende mit
dem Messaufnehmerteil (5) Kontakt macht, und in Uber-
einstimmung mit der Bewegung des Messaufnehmerteiles
(5) Plus- und Minus-Werte anzeigt. Das dussere Ende des
Stiftes (3C) des Ambosskérpers (3A) stdsst gegen das
dussere Ende der Spindel (4), und wenn das &ussere
Ende des Stiftes (3C) des Ambosskdrpers (3A) mit dem
dusseren Ende des Messaufnehmerteiles (5), zusammen-
fallt, wird die Messuhr (10} auf Null gestellt. Ein zu mes-
sendes Objekt (11) wird zwischen dem Amboss (3) und
der Spindel (4) eingefuhrt, und wenn das &dussere Ende

des Stiftes (3C) des Ambosskdrpers (3A) in Berithrung mit
dem zu messenden Objekt gebracht wird, wird durch die
Grésse der Bewegung des Messaufnehmerteiles (5) rela-
tiv zum Stift (3C) des Ambosskdrpers (3A) angezeigt, ob
das zu messende Objekt (11) ein geeignetes ist.
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Beschreibung
Technisches Gebiet

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Mikrometer
zum Messen des &dusseren Durchmessers eines zu
messenden Objektes, wahrend das Objekt gehalten
wird. Im Besonderen betrifft die vorliegende Erfin-
dung ein Mikrometer, welches erlaubt, einfach und
genau zu bestimmen, ob sich an einem Anschluss ir-
gendein rickseitiger Grat gebildet hat oder nicht.

Die vorliegende Anmeldung basiert auf der japani-
schen Patentanmeldung Nr. Hei. 11-69 063, welche
hierin als Referenz enthalten ist.

Stand der Technik

Allgemein wird ein Mikrometer, welches ein Instru-
ment ist, das eine Schraubspindel mit sehr praziser
Teilung als Messmittel benitzt, zum Messen eines
&usseren Durchmessers eines kleinen Objektes ver-
wendet. Obwohl solch ein Mikrometer normalerweise
zum Messen des dusseren Durchmessers eines zu
messenden Objektes verwendet wird, wird es auch
als Messinstrument eingesetzt, um aus dem gemes-
senen Wert des dusseren Durchmessers zu bestim-
men, ob das gemessene Objekt ein gutes Produkt
ist oder nicht.

Falls sich in der Produktion eines Kabelbaumes,
welcher zur Ubertragung Kleiner elektrischer Leistun-
gen oder zur Ubertragung eines Signals (wie bei-
spielsweise Daten oder Instruktionen) zu einem zu-
gehorigen Gerat verwendet wird, auf dem Kabel-
baum riickseitige Grate gebildet haben, so ist dieser
Kabelbaum kein gutes Produkt. Deshalb wird das
Produkt gepruft oder inspiziert, um zu bestimmen, ob
sich an dem Kabelbaum irgendein riickseitiger Grat
gebildet hat oder nicht.

Die Messung von riickseitigen Graten eines An-
schlusses wurde bisher so gemacht, dass abwechs-
lungsweise zwei Mikrometer beniitzt wurden, und
zwar ein Spitzenmikrometer 100 (gezeigt in Fig. 16)
und ein Schneidenmikrometer 200 (gezeigt in
Fig. 17), wobei das Spitzenmikrometer 100 einen
Amboss 110 umfasst, welcher ein spitzes ausseres
Ende hat, und das Schneidenmikrometer 200 einen
Amboss 210 und eine Spindel 220, welche beide ein
flaches, plattenférmiges &ausseres Ende haben. Aus
den Werten, welche mit den beiden Mikrometern ab-
gelesen wurden, wurde die Differenz berechnet und
basierend darauf die Bestimmung gemacht.

Im Einzelnen wird zuerst ein zu messendes Objekt
300 zwischen den Amboss 110 und eine Spindel
120 des Spitzenmikrometers 100 eingesetzt, und der
Amboss 110, wie in Fig. 18A gezeigt, in Berlihrung
mit dem Objekt 300 gebracht, welches in Kontakt mit
der Spindel 120 gehalten wird, und der Wer, z.B.
0.98, abgelesen. Dann wird das Objekt 300 zwi-
schen den Amboss 210 und die Spindel 220 des
Schneidenmikrometers 200 eingesetzt, und der Am-
boss 210, wie in Fig. 18B gezeigt, in Berlihrung mit
dem Objekt 300 gebracht, welches in Kontakt mit
der Spindel 220 gehalten wird, und der Wert, z.B.
1.02, abgelesen. Die beiden gemessenen Werte sind
verschieden voneinander, da die Position des Am-
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bosses 210 wéhrend der Messung verschieden ist
von der Position des Ambosses des Spitzenmikro-
meters 100 wahrend der Messung. Dann wird die
Differenz zwischen den beiden gemessenen Werten
berechnet und auf Grund der Differenz bestimmt, ob
das Produkt gut ist oder nicht. Falls ndmlich die be-
rechnete Differenz zwischen den beiden gemesse-
nen Werten Null (0} ist, heisst das, dass das Produkt
gut ist, und falls die berechnete Differenz zwischen
den beiden gemessenen Werten beispielsweise 0.04
ist, heisst das, dass das Produkt defekt ist.

Auf diese Weise erhélt man in der konventionellen
Methode die beiden gemessenen Werte, indem man
zwei Mikrometer benitzt. Die beiden gemessenen
Werte werden anschliessend miteinander verglichen,
um zu bestimmen, ob ein Grat vorhanden ist oder
nicht. In dieser konventionellen Methode zur Bestim-
mung des Vorhandenseins von Graten wird die Mes-
sung ausgefihrt, indem abwechslungsweise die bei-
den Mikrometer (d.h. das Spitzenmikrometer und das
Schneidenmikrometer) beniitzt werden und an-
schliessend aus den beiden gemessenen Werten die
Differenz berechnet wird, und bestimmt wird, ob ir-
gendein Grat vorhanden ist oder nicht. So mussen
zwei Messungen ausgefihrt werden, weshalb viel
Zeit fir die Messung benétigt wird, und oft kommt es
zu einer Fehlbestimmung infolge eines Fehlers in der
Berechnung. Gelegentlich werden auch die Gréte
durch die Messkraft (5 N) der flachen Schneiden
zerdriickt. Aus diesem Grund sind Probleme festge-
stellt worden, derart, dass Fehlbestimmungen vor-
kommen, dass es infolge Verschiebens der Messpo-
sition zu einer Anderung des gemessenen Wertes
kommt, und dass die Bestimmung nicht ausgefthrt
werden kann, wenn sich ein Grat auf einer Seite des
Anschlusses gebildet hat.

Darstellung der Erfindung

Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung
ein Mikrometer zur Verfiigung zu stellen, mit wel-
chem eine Messung in kurzer Zeit ausgefuhrt wer-
den kann, und mit welchem Fehlbestimmungen redu-
ziert werden konnen, und welches den gemessenen
Wert stabil liefert.

Um das obige Ziel zu erreichen, wird gemass der
vorliegenden Erfindung ein Mikrometer vorgeschla-
gen, welches eine Spindel umfasst, welche ein fla-
ches, plattenférmiges dusseres Ende hat; einen Am-
boss, welcher einen Ambosskérper einschliesst, der
stabférmig ausgebildet ist; einen Stift, welcher einen
kieineren Durchmesser hat als der Ambosskérper und
welcher eine vorbestimmte Lange hat, wobei der Stift
am ausseren Ende des Ambosskdrpers ausgebildet
ist; einen réhrenférmigen Messaufnehmerteil, welcher
so an den Ambosskdrper angepasst ist, dass der
Messaufnehmerteil entlang dem Ambosskorper glei-
tend bewegt werden kann, und ein ausseres Ende
des Messaufnehmerteiles plattenformig ausgebildet
ist, und der Messaufnehmerteil ein Loch zum Einfiih-
ren eines Stiftes einschliesst, welches in einem zen-
tralen Teil des dusseren Endes des Messaufnehmer-
teiles angebracht ist, wobei der Stift so in das Loch
zum Einfihren eines Stiftes einfUhrbar ist, dass der
Stift aus dem ausseren Ende des Messaufnehmertei-
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les hervorragt; und eine Messuhr, welche an ihrem
dusseren Ende in Kontakt mit dem Messaufnehmer-
teil gebracht wird, und welche imstande ist, in Uber-
einstimmung mit der Gleitbewegung des Messauf-
nehmerteiles sowohl Plus- als auch Minuswerte anzu-
zeigen; und wobei das 4aussere Ende des
Messaufnehmerteiles mit dem &usseren Ende der
Spindel in Berihrung steht, und wenn das aussere
Ende der Stiftes des Ambosskérpers mit dem ausse-
ren Ende des Messaufnehmerteiles zusammenfallt,
die Messuhr auf Null gestelit wird; und wobei ein zu
messendes Objekt zwischen den Messaufnehmerteil
und die Spindel eingefihrt ist. Wenn im obigen Mikro-
meter das dussere Ende des Messaufnehmerteiles in
Berihrung mit dem zu messenden Objekt gebracht
wird, wird durch die Grosse der Gleitbewegung des
Messaufnehmerteiles bestimmt, ob das zu messende
Objekt ein geeignetes ist. Dementsprechend kann die
Messung in kurzer Zeit ausgefihrt werden, Fehlbe-
stimmungen konnen reduziert werden, und es kénnen
stabile Messwerte erhalten werden.

Weiter ist es gemédss der vorliegenden Erfindung
vorteilhaft, dass das Mikrometer einen dusseren
Endanschlag umfasst, welcher mit dem &usseren
Ende des zu messenden Objektes in Kontakt ge-
bracht wird, um das aussere Ende des Objektes in
einer vorbestimmten Position zu positionieren, und
eine Zentriervorrichtung, welche das zu messende
Objekt halt, um das Objekt relativ zum Amboss und
zur Spindel zu zentrieren, wenn das &ussere Ende
des zu messenden Objektes gegen das aussere
Ende des ausseren Endanschlages angeschlagen
wird. In diesem Mikrometer wird das zu messende
Objekt gegen den dusseren Endanschlag angeschla-
gen, sodass das Objekt in einer vorbestimmten Posi-
tion positioniert ist, und gehalten, um es in einer
zentrierten Position zwischen dem Amboss und der
Spindel zu positionieren, und anschliessend wird das
Aussere Ende des Messaufnehmerteiles mit dem zu
messenden Objekt in Beriihrung gebracht, sodass
aus der Grosse der Gleitbewegung des Messaufneh-
merteiles bestimmt werden kann, ob das zu messen-
de Obijekt ein geeignetes ist. Dementsprechend kann
das zu messende Objekt einfach in der vorbestimm-
ten Position positioniert werden, d.h. in der Achse
des Ambosses und der Spindel, und die Messung
kann aus diesem Grund in kurzer Zeit durchgefihrt
werden, Fehlbestimmungen kénnen reduziert werden
und es konnen stabile Messwerte erhalten werden.

Weiter ist es gemass der vorliegenden Erfindung
vorteilhaft, dass der dussere Endanschlag ein Mikro-
meter umfasst. Mit dieser Konstruktion wird, wenn das
aussere Ende des zu messenden Objektes die Mess-
position erreicht, verhindert, dass es sich weiter tber
die Messposition hinaus bewegt, weshalb das aussere
Ende des zu messenden Objektes einfach und genau
in der Messposition positioniert werden kann.

Weiter ist es gemass der vorliegenden Erfindung
vorteilhaft, dass die Zentriervorrichtung dem &ausse-
ren Ende des Ambosses beim &usseren Ende der
Spindel ausweicht und das Objekt bei den &usseren
Enden der Messabschnitte der Spindel und des Am-
bosses, welche die Einfihrungsrichtung des Objek-
tes schneiden, von der Ober- und Unterseite des
Objektes her festhalt, womit das Objekt zentriert
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wird. Mit dieser Konstruktion wird das zu messende
Objekt einfach in der Achse des Ambosses und der
Spindel positioniert.

Weiter ist es gemass der vorliegenden Erfindung
vorteilhaft, dass die Zentriervorrichtung ein Paar
Klauen, bestehend aus einer unteren und oberen
Klaue, umfasst, um das zu messende Objekt zwi-
schen den Klauen von unten und von oben festzu-
halten, wobei die Klauen durch Aufwérts- und Ab-
wiértsbewegen eines Hebels zu einander und vonein-
ander weg bewegt werden konnen. Mit dieser
Konstruktion kann das aussere Ende des zu mes-
senden Objektes mit einem Griff in der Achse des
Ambosses und der Spindel positioniert werden.

Weiter wird im Mikrometer gemass der vorliegen-
den Erfindung durch Erfassen der Grosse der Gleit-
bewegung des &usseren Endes des Messaufnehmer-
teiles relativ zum Stift des Ambosskérpers bestimmt,
ob irgendein Grat vorhanden ist. Entsprechend kann
mit dieser Konstruktion positiv bestimmt werden, ob
irgendein Grat vorhanden ist oder nicht.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

Fig. 1 ist eine Ansicht, welche eine Gesamtkon-
struktion einer bevorzugten Ausfihrung eines Mikro-
meters gemass vorliegender Erfindung zeigt;

Fig. 2 ist eine perspektivische Ansicht, welche ei-
nen Amboss und ein Messaufnehmerteil von Fig. 1
zeigt;

Fig. 3 ist ein Grundriss des Messaufnehmerteiles
von Fig. 2;

Fig. 4 ist eine Seitenansicht von rechts des Mess-
aufnehmerteiles von Fig. 2;

Fig. 5 ist ein Querschnitt des Messaufnehmerteiles
von Fig. 2;

Fig. 6 ist eine Ansicht zur Erklarung des Messprin-
Zips des Mikrometers von Fig. 1;

Fig. 7 ist eine Ansicht, welche einen Zustand von
Fig. 6 zeigt, in welchem eine Nullpunkteinsteliung
ausgefihrt wird;

Fig. 8 ist eine Ansicht, welche einen Zustand von
Fig. 6 zeigt, in welchem ein normales Produkt ge-
messen wird;

Fig. 9 ist eine Ansicht, welche einen Messzustand
von Fig. 6 zeigt, in welchem der Radius (R)-Bereich
und die ausseren Enden der rickseitigen Gréte in
derselben Ebene angeordnet sind;

Fig. 10 ist eine Ansicht, welche einen Messzu-
stand von Fig. 6 zeigt, in welchem die dusseren En-
den von zwei rickseitigen Graten Gber den Radius
(R)-Bereich vorstehen;

Fig. 11 ist eine Ansicht, welche einen Messzu-
stand von Fig. 6 zeigt, in welchem ein einzelner Grat
{iber den Radius (R)-Bereich vorsteht;

Fig. 12 ist eine Ansicht, welche eine Gesamtkon-
struktion einer andern Ausfiihrung eines Mikrometers
gemass der vorliegenden Erfindung zeigt;

Fig. 13 ist ein Grundriss, welcher das Mikrometer
von Fig. 12 im zusammengebauten Zustand zeigt;

Fig. 14 ist ein Grundriss des Mikrometers von
Fig. 12 im zusammengebauten Zustand,

Fig. 15 ist eine Ansicht zur Erklarung des offenen
und geschlossenen Zustandes der oberen und unte-
ren Greiferklaue;
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Fig. 16 ist eine Ansicht, welche ein konventionel-
les Spitzenmikrometer zeigt;

Fig. 17 ist eine Ansicht, welche ein konventionel-
les Schneidenmikrometer zeigt;

Fig. 18 ist eine Ansicht, welche eine Messmetho-
de zeigt, in welcher ein konventionelles Spitzenmik-
rometer und ein konventionelles Schneidenmikrome-
ter verwendet werden.

Wege zur Ausfilhrung der Erfindung

Im Folgenden werden mit Bezug auf die Fig. 1 bis
15 bevorzugte Ausfiihrungen der vorliegenden Erfin-
dung beschrieben.

Fig. 1 zeigt eine bevorzugte Ausfihrung eines Mi-
krometers gemass der vorliegenden Erfindung.

In den Zeichnungen umfasst das Mikrometer 1 ei-
nen bogenférmigen Rahmen 2, und das eine Ende
des Rahmens 2 ist mit einem nach innen gerichteten
Amboss 3 versehen. Das andere Ende des Rah-
mens 2 ist verschiebbar mit einer nach innen gerich-
teten Spindel 4 versehen.

Ein Messaufnehmerteil 5 ist an den Amboss 3 an-
gepasst.

Ein Schattteil 6 ist auf dem Rahmen 2 montiert.
Referenznummer 7 bezeichnet einen Anzeigeteil zur
Anzeige eines gemessenen Wertes, Referenznum-
mer 8 eine Trommel, und Referenznummer 9 einen
Drehgriff. Eine Messuhr 10 ist mit einer geeigneten
Methode (nicht gezeigt) in einer vorbestimmten Posi-
tion fixiert, um an ihrem &usseren Ende mit dem
Messaufnehmerteil 5 Kontakt zu machen. Die Mess-
uhr wird auf Null gesetzt, wenn das dussere Ende
ihres Messaufnehmers den Messaufnehmerteil 5
kontaktiert, und in Ubereinstimmung mit der Bewe-
gung des Messaufnehmerteiles 5 verschiebt sich ein
Zeiger der Messuhr 10 zur Plus (+)-Seite und Minus
(-)-Seite.

Die Beziehung zwischen dem Amboss 3 und dem
Messaufnehmerteil 5 ist in Fig. 2 dargestellt. Der
Amboss 3 schliesst einen stabférmigen Ambosskor-
per 3A ein, welcher ein dusseres Ende hat, das als
Teil 3B mit abnehmendem Durchmesser ausgebildet
ist. Ein Stift 3C mit kleinerem Durchmesser ist daran
ausgebildet und ragt vom &usseren Ende des Teiles
3B mit abnehmendem Durchmesser entlang der
Achse des Ambosskdrpers 3A vor.

Wie in den Fig. 3 bis 5 gezeigt, ist der Messauf-
nehmerteil 5 zylindrisch geformt und schliesst einen
Messaufnehmerkdrper 5A ein, welcher ein offenes
hinteres Ende hat. Ein Flansch 5B, welcher einen
grésseren Durchmesser hat als der Messaufnehmer-
kdrper 5A, ist am hinteren Ende des Messaufneh-
merkorpers 5A angebracht. Das aussere oder vorde-
re Ende des Messaufnehmerkorpers 5A ist geschlos-
sen und ist an der &usseren Oberfliche des
ausseren Endes als plattenférmiger Schneidenteil 5C
geformt. In einem zentralen Teil des dusseren Endes
des Messaufnehmerkorpers 5A ist ein Loch 5D an-
gebracht.

Der Amboss 3 ist in den Messaufnehmerteil 5 ein-
gepasst, und wenn der Amboss 3 in den Messauf-
nehmerteil 5 eingefihrt ist, passt der Stift 3C, wel-
cher am &ausseren Ende des Teiles 3B mit abneh-
mendem Durchmesser ausgebildet ist, in das Loch
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5D im Messaufnehmerteil 5. Der Stift 3C des Am-
bosses 3 ist langer als das Loch 5D im Messaufneh-
merteil 5.

Als Nachstes wird mit Bezugnahme auf die Fig. 6
bis 11 eine Messmethode zum Erfassen von riicksei-
tigen Graten unter Verwendung des Mikrometers von
Fig. 1 beschrieben.

In Fig. 6 wird ein zu messendes Objekt 11 (bei-
spielsweise ein Kabelbaum) zwischen dem Amboss 3
und der Spindel 4 des Mikrometers 1 gehalten. Im
Einzelnen wird der Drehgriff 9 des Mikrometers 1 ge-
dreht, um die Spinde! 4 vom Amboss 3 wegzubewe-
gen, und anschliessend das zu messende Objekt 11
zwischen den Amboss 3 und die Spindel 4 eingefihrt,
und dann der Drehgriff 9 erneut gedreht, um die Spin-
del 4 zu bewegen, um damit das Objekt 11 zwischen
dem Amboss 3 und der Spindel 4 zu halten.

Zum Messen des Objektes 11 unter Verwendung
des Mikrometers 1 wird zuerst der Drehgriff 9 ge-
dreht, um die Spindel 4 zu bewegen, um das &usse-
re Ende der Spindel 4 in Berlihrung mit dem &usse-
ren Ende des Stiftes 3C des Ambosses 3 und dem
ausseren Ende des Schneidenteiles 5C des Mess-
aufnehmerteiles 5 zu bringen. In diesem Zustand
wird die Zeigerposition der Messuhr 10, welche an
ihnrem &usseren Ende mit der Endflaiche des Flan-
sches 5B des Messaufnehmerteiles 5 Kontakt macht,
so eingestellt oder justiert, dass 0 (Null) abgelesen
wird. Dies ist eine so genannte Nullpunktjustierung.

Dann wird der Drehgriff 9 des Mikrometers 1 ge-
dreht, um die Spindel 4 in Offnungsrichtung (d.h. in
Richtung weg vom Amboss 3) zu bewegen, um da-
zwischen Platz zu schaffen. Danach wird das zu
messende Objekt 11 zwischen den Amboss 3 und
die Spindel 4 eingefihrt, und anschliessend wird der
Drehgriff 9 erneut gedreht, um die Spindel 4 in
Schliessrichtung (d.h. in Richtung zum Amboss 3) zu
bewegen, sodass das Aussere Ende der Spindel 4
das Objekt 11 mit vorgegebenem Druck gegen den
Amboss 3 presst. In diesem Zeitpunkt steht das aus-
sere Ende des Schneidenteiles 5C des Messaufneh-
merteiles 5 Uber den Stift 3C des Ambosses 3 vor,
und der Zeiger der Messuhr 10 verschiebt sich zur
Minus (-)-Seite, sodass bestimmt wird, dass das zu
messende Objekt ein normales Produkt ist.

Wenn sich der Zeiger der Messuhr 10 zur Minus
(-)-Seite verschiebt, wird bestimmt, dass das zu
messende Objekt ein normales Produkt ist. Wenn
der Zeiger der Messuhr 10 in der O (Null)-Position
gehaiten wird oder sich zur Plus (+)-Seite verschiebt,
wird bestimmt, dass das zu messende Objekt 11
kein normales Produkt ist.

Der Zeiger der Messuhr 10 wird in der O
(Null)-Position gehalten, wenn, wie in Fig. 9 gezeigt,
die dusseren Enden der rickseitigen Gréte in einer
Ebene angeordnet sind mit dem hochsten Punkt
(Aussersten Teil) des Radius (R)-Bereiches des zu
messenden Objektes. Im Einzelnen wird das zu
messende Objekt 11 zwischen den Amboss 3 und
die Spindel 4 eingefihrt, und anschliessend der
Drehgriff 9 gedreht, um die Spindel 4 in Schliessrich-
tung zu bewegen, sodass das dussere Ende der
Spindel 4 das Objekt 11 mit vorgegebenem Druck
gegen den Amboss 3 presst. In diesem Zeitpunkt
stosst das aussere Ende des Stiftes 3C des Ambos-
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ses 3 gegen den hdchsten Punkt des Radius (R)-Be-
reiches des Objektes 11, wahrend das dussere Ende
des Schneidenteiles 5C des Messaufnehmerteiles 5
gegen die dusseren Enden der rickseitigen Grate
stossen, welche sich am Objekt 11 gebildet haben.
In diesem Zustand sind das dussere Ende des Stif-
tes 3C des Ambosses 3 und das dussere Ende des
Schneidenteiles 5C des Messaufnehmerteiles 5 in
derselben Position angeordnet. In diesem Zeitpunkt
zeigt der Zeiger der Messuhr 10 auf O (Null).

Der Zeiger der Messuhr 10 verschiebt sich zur
Plus (+)-Seite, wenn, wie in Fig. 10 gezeigt, die
rickseitigen Grate 11A und 11B, welche sich ent-
sprechend auf gegeniiberliegenden Seiten des zu
messenden Objektes 11 gebildet haben, Uber den
Radius (R)-Bereich vorstehen. Im Einzelnen wird das
zu messende Objekt 11 zwischen den Amboss 3
und die Spindel 4 eingefihrt, und anschliessend wird
der Drehgriff 9 gedreht, um die Spindel 4 in
Schliessrichtung zu bewegen, sodass das &ussere
Ende der Spindel 4 das Objekt 11 mit vorgegebe-
nem Druck gegen den Amboss 3 presst. In diesem
Zeitpunkt stosst das &ussere Ende des Stiftes 3C
des Ambosses 3 gegen den hdchsten Punkt des Ra-
dius (R)-Bereiches des Objektes 11, wéhrend das
dussere Ende des Schneidenteiles 5C des Messauf-
nehmerteiles 5 gegen die ausseren Enden der rick-
seitigen Grate 11A und 11B stdsst, welche sich ent-
sprechend auf gegenuberliegenden Teilen des Ob-
jektes 11 gebildet haben. In diesem Zustand steht
das aussere Ende des Stiftes 3C des Ambosses 3
liber das aussere Ende des Schneidenteiles 5C des
Messaufnehmerteiles 5 vor, und der Zeiger der
Messuhr 10 verschiebt sich deshalb zur Plus (+)-Sei-
te, auf diese Weise die Bildung von rickseitigen
Graten des Objektes 11 anzeigend.

Der Zeiger der Messuhr 10 verschiebt sich auch
zur Plus (+)-Seite, wenn sich nur auf einer Seite des
zu messenden Objektes 11 ein rickseitiger Grat 11A
gebildet hat, welcher, wie in Fig. 11 gezeigt, Uber
den Radius (R)-Bereich vorsteht. Im Einzelnen wird
das zu messende Objekt 11 zwischen den Amboss
3 und die Spindel 4 eingefihrt und anschliessend
wird der Drehgriff 9 gedreht, um die Spindel 4 in
Schliessrichtung zu bewegen, sodass das é&ussere
Ende der Spindel 4 das Objekt 11 mit vorgegebe-
nem Druck gegen den Amboss 3 presst. In diesem
Zeitpunkt stosst das aussere Ende des Stiftes 3C
des Ambosses 3 gegen den hdchsten Punkt des Ra-
dius (R)-Bereiches des Objektes 11, wahrend das
dussere Ende des Schneidenteiles 5C des Messauf-
nehmerteiles 5 gegen das aussere Ende des rick-
seitigen Grates 11A stosst, welcher sich auf einer
Seite des Objektes 11 gebildet hat. In diesem Zu-
stand steht das aussere Ende des Stiftes 3C des
Ambosses 3 Uber das dussere Ende des Schneiden-
teiles 5C des Messaufnehmerteiles 5 vor, und der
Zeiger der Messuhr 10 verschiebt sich zur Plus
(+)-Seite, auf diese Weise die Bildung eines rlicksei-
tigen Grates am Objekt 11 anzeigend.

Auf diese Weise wird unter Verwendung des erfin-
dungsgemassen Mikrometers bestimmt, ob sich ir-
gendein rickseitiger Grat an dem zu messenden Ob-
jekt 11 gebildet hat oder nicht, und auf diese Weise
werden die Grate durch den Amboss 3 und die Spin-
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del 4 nicht zerdrickt, im Gegensatz zur konventio-
nellen Konstruktion, und dariber hinaus kommt es,
im Gegensatz zur konventionellen Konstruktion, zu
keiner Anderung des gemessenen Wertes infolge
Verschiebens der Messposition, sogar wenn sich auf
einer Seite des zu messenden Objektes ein Grat ge-
bildet hat. Auf diese Weise kdnnen diese Nachteile
der konventionellen Konstruktion beseitigt werden,
und es kann stabil und in kurzer Zeit bestimmt wer-
den, ob irgendein rickseitiger Grat vorhanden oder
nicht vorhanden ist, ohne jegliche Fehlbestimmung
zu verursachen.

Fig. 12 zeigt eine andere Ausflhrung eines Mikro-
meters geméss der vorliegenden Erfindung.

In den Zeichnungen schliesst das Mikrometer 1 ei-
nen bogenférmigen Rahmen 2 ein, und das eine
Ende des Rahmens 2 ist mit einem nach innen ge-
richteten Amboss 3 versehen. Das andere Ende des
Rahmens 2 ist verschiebbar mit einer nach innen ge-
richteten Spindel 4 versehen.

Ein Messaufnehmerteil 5 ist an den Amboss 3 an-
gepasst.

Ein Schaltteil 6 ist auf dem Rahmen 2 montiernt.
Referenznummer 7 bezeichnet einen Anzeigeteil zur
Anzeige eines gemessenen Wertes, Referenznum-
mer 8 eine Trommel, und Referenznummer 9 einen
Drehgriff. Die Beziehung zwischen dem Amboss 3
und dem Messaufnehmerteil 5 in dieser Ausfiihrung
ist dhnlich zur Beziehung zwischen dem Amboss 3
und dem Messaufnehmerteil 5 in der Ausfihrung von
Fig. 1 und ist in Fig. 2 dargestellt. Im Einzelnen
schliesst der Amboss 3 einen stabférmigen Amboss-
korper 3A ein, welcher ein dusseres Ende hat, das
als Teil 3B mit abnehmendem Durchmesser ausge-
bildet ist. Ein Stift 3C mit kleinerem Durchmesser
ragt vom ausseren Ende des Teiles 3B mit abneh-
mendem Durchmesser entlang der Achse des Am-
bosskérpers 3A vor.

Der Messaufnehmerteil 5 in dieser Ausfiihrung ist
ahnlich zum Messaufnehmerteil 5 in der Ausflhrung
von Fig. 1 und ist in den Fig. 3 bis 5 dargestellt. Im
Einzelnen ist der Messaufnehmerteil 5 zylindrisch
geformt und schliesst einen Messaufnehmerkérper
5A ein, welcher ein offenes hinteres Ende hat. Ein
Flansch 5B, welcher einen grosseren Durchmesser
hat als der Messaufnehmerkdrper 5A, ist am hinte-
ren Ende des Messaufnehmerkérpers 5A ange-
bracht. Das dussere oder vordere Ende des Mess-
aufnehmerkdrpers 5A ist geschlossen und ist an der
dusseren Oberflaiche des dusseren Endes als plat-
tenférmiger Schneidenteil 5C geformt. In einem zen-
tralen Teil des &usseren Endes des Messaufnehmer-
korpers SA ist ein Loch 5D angebracht.

Eine Offner- und Schliessergrundplatte 12 hat die
Form einer rechteckigen Platte, und ein rechteckiger
Zahn 13 ist daran angebracht und ragt auf einer Sei-
te (Frontseite) der Offner- und Schliessergrundplatte
12 vor. Ein Loch 14 ist durch den Zahn 13 ange-
bracht, und der Amboss 3 des Mikrometers 1 ist in
das Loch 14 eingepasst, und der Messaufnehmerteil
5 ist an das aussere Ende des Ambosses 3 ange-
passt, welcher aus dem Loch 14 hervorragt.

Ein L-formiger Befestigungsarm 15 hat ein ausse-
res Ende, welches in einem Winkel von im Wesentli-
chen 90° abgebogen ist, und ist fest an der Offner-
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und Schliessergrundplatte 12 befestigt. Am ausseren
Ende des Befestigungsarmes 15 ist eine Vertiefung
16 angebracht, und in dieser Vertiefung 16 eine
Messuhr 10 befestigt (nicht gezeigt), welche mit ih-
rem ausseren Ende mit dem Messaufnehmerteil 5
Kontakt macht. Die Zeigerposition der Messuhr 10 ist
so justiert oder gestell, dass O (Null) abgelesen
wird, wenn das dussere Ende des Messaufnehmers
der Messuhr 10 mit dem Messaufnehmerteil 5 Kon-
takt macht. In Ubereinstimmung mit der Bewegung
des Messaufnehmerteiles 5 verschiebt sich der
Zeiger der Messuhr 10 zur Plus (+)-Seite und Minus
(-)-Seite.

Ein oberer Offner- und Schliesserarm 17 hat ein
Loch 18, welches in einem Abschnitt an dessen ei-
nem Ende angebracht ist. Eine Hulse 20 ist in die-
ses Loch 18 eingepasst, und ein Bolzen 21 in ein
Loch 19 eingesetzt, welches durch die Offner- und
Schliessergrundplatte 12 angebracht ist, dadurch den
oberen Offner- und Schliesserarm 17 mit der Offner-
und Schliessergrundplatte 12 verbindend. Aus die-
sem Grund ist der obere Offner- und Schliesserarm
17 um das Loch 18 drehbar.

Ein unterer Offner- und Schliesserarm 22 hat ein
Loch 23, welches in einem Abschnitt an dessen ei-
nem Ende angebracht ist. Eine Hilse 25 ist in die-
ses Loch 23 eingepasst, und ein Bolzen 26 in ein
Loch 24 eingesetzt, welches durch die Offner- und
Schiiessergrundplatte 12 angebracht ist, dadurch den
unteren Offner- und Schliesserarm 22 mit der Offner-
und Schliessergrundplatte 12 verbindend. Aus die-
sem Grund ist der untere Offner- und Schiiesserarm
22 um das Loch 23 drehbar. )

Am anderen Ende des oberen Offner- und
Schliesserarmes 17 ist ein Klauenmontageteil 27
ausgebildet, und eine obere Greiferklaue 28 durch
Bolzen oder etwas Vergleichbares entfernbar auf
dem Klauenmontageteil 27 montiert. Am anderen
Ende des unteren Offner- und Schliesserarmes 22
ist ein Klauenmontageteil 29 ausgebildet, und eine
untere Greiferklaue 30 durch Bolzen oder etwas Ver-
gleichbares entfernbar auf dem Klauenmontageteil
29 montiert.

Die obere Greiferklaue 28 ist so gestaltet, dass
sie Uber dem zu messenden Objekt 11 angeordnet
ist, welches zwischen der Spindel 4 und dem Stift
3C des Ambosses 3 (und dem Schneidenteil 5C des
Messaufnehmerteiles 5) eingefthrt ist. Die obere
Greiferklaue 28 schliesst einen Block 28A ein, wel-
cher durch die Bolzen auf den Klauenmontageteil 27
befestigt ist, und einen nach unten vorstehenden
Klauenteil 28B, welcher am ausseren Ende des Blo-
ckes 28A ausgebildet ist. Der Klauenteil 28B hat die
Form einer dinnen Platte mit einer vorbestimmten
Breite, und in einem zentralen Abschnitt des Klauen-
teiles ist eine u-férmige Kerbe 28C angebracht. Die-
se Kerbe 28C ist dafiir vorgesehen, dass der Klau-
enteil 28B nicht mit dem Schneidenteil 5C des Mess-
aufnehmerteiles 5 und dem Schneidenteil der
Spindel 4 zusammenstdsst, wenn die obere Greifer-
klaue 28 in Greifkontakt mit dem zu messenden Ob-
jekt 11 gebracht wird.

Die untere Greiferklaue 30 ist so gestaltet, dass
sie unter dem zu messenden Objekt 11 angeordnet
ist, welches zwischen der Spindel 4 und dem Stift
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3C des Ambosses 3 (und dem Schneidenteil 5C des
Messaufnehmerteiles 5) eingeflhrt ist. Die untere
Greiferklaue 30 schliesst einen Block 30A ein, wel-
cher durch die Bolzen auf dem Klauenmontageteil 29
befestigt ist, und einen nach oben vorstehenden
Klauenteil 30B, welcher am ausseren Ende des Blo-
ckes 30A ausgebildet ist. Der Klauenteil 30B hat die
Form einer dunnen Platte mit einer vorbestimmten
Breite, und in einem zentralen Abschnitt des Klauen-
teiles ist eine u-formige Kerbe 30C angebracht. Die-
se Kerbe 30C ist dafilir vorgesehen, dass der Klau-
enteil 30B nicht mit dem Schneidenteil 5C des Mess-
aufnehmerteiles 5 und dem Schneidenteil der
Spindel 4 zusammenstdsst, wenn die untere Greifer-
klaue 30 in Greifkontakt mit dem zu messenden Ob-
jekt 11 gebracht wird.

Zum Auseinanderbewegen der oberen und unteren
Greiferklauen 28 und 30, welche an den entsprechen-
den ausseren Enden des oberen und unteren Offner-
und Schliesserarmes 17 und 22 montiert sind, ist ein
Hebel 31 vorgesehen. Durch den Hebel 31 ist ein
Loch 32 angebracht, und in dieses Loch 32 eine La-
gerblchse 34 eingepasst, und der Hebel 31 drehbar
mittels eines Bolzens 33 durch diese Lagerblchse an
der Offner- und Schliessergrundplatte 12 montiert,
welcher Bolzen in ein Loch 35 eingesetzt ist, welches
durch die Offner- und Schliessergrundplatte 12 ange-
bracht ist. Ein Stift 36 ist am Hebel 31 angebracht,
und in ein Loch 37 eingepasst, welches im oberen
Offner- und Schliesserarm 17 angebracht ist. Ein Stift
38 ist ebenfalls am Hebel 31 angebracht, und in ein
Loch 39 eingepasst, welches im unteren Offner- und
Schliesserarm 22 angebracht ist.

Das Mikrometer 1 ist an der Offner- und Schlies-
sergrundplatte 12 montiert, und der obere Offner-
und Schliesserarm 17, der untere Offner- und
Schliesserarm 22 und der Hebel 31 sind an der Off-
ner- und Schliessergrundplatte 12 montiert. Fig. 13
ist eine Draufsicht, welche diesen Zustand zeigt, wo-
bei der Klauenmontageteil 27 des oberen Offner-
und Schliesserarmes 17, die obere Greiferklaue 28
(welche auf dem Klauenmontageteil 27 montiert ist),
der Klauenmontageteil 29 des unteren Offner- und
Schliesserarmes 22 und die untere Greiferklaue 30
(welche auf dem Klauenmontageteil 29 montiert ist)
weggelassen sind.

In den Zeichnungen umfasst ein dusserer Endan-
schlag 40 einen Mikrometerkopf.

Referenznummer 41 bezeichnet eine Spindel, Re-
ferenznummer 42 eine Trommel und Referenznum-
mer 43 einen Drehgriff. Referenznummer 44 bezeich-
net einen Schaltteil und Referenznummer 45 einen
Anzeigeteil zur Anzeige eines gemessenen Wertes.
Dieser dussere Endanschlag 40 ist senkrecht zum Mi-
krometer 1 angeordnet und derart mit einer Befesti-
gungsvorrichtung (nicht gezeigt) befestigt, dass das
aussere Ende der Spindel 41 in die Ndhe des Schnei-
denteiles 5C des Messaufnehmerteiles 5 des Mikro-
meters 1 zu liegen kommt. Wenn kein Objekt gegen
das aussere Ende der Spindel 41 stdsst, wird im An-
zeigeteil 45 der Wert 0 (Null) angezeigt. Das zu mes-
sende Objekt 11 wird in Pfeilrichtung A zwischen den
Amboss 3 und die Spindel 4 eingefuhrt (Fig. 13), und
wenn das aussere Ende des Objektes 11 gegen das
aussere Ende der Spindel 41 gestossen oder ge-
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presst wird, wird im Anzeigeteil 45 ein Plus(+)- oder
Minus (-)-Wert angezeigt. Daraus wird bestimmt, ob
das zu messende Objekt 11 in eine vorbestimmte Po-
sition zwischen dem Amboss 3 und der Spindel 4 ein-
geflihrt worden ist oder nicht.

Fig. 13 zeigt einen Zustand, in welchem das zu
messende Objekt 11 so in Pfeilrichtung A (Fig. 13)
zwischen dem Amboss 3 und der Spindel 4 einge-
fohrt ist, dass das dussere Ende des Objektes 11
gegen das aussere Ende der Spindel 41 stosst, und
deshalb das zu messende Objekt in der vorbestimm-
ten Position gehalten wird.

Fig. 14 ist eine Draufsicht, welche einen Zustand
zeigt, in welchem das Mikrometer 1 an der Oftner-
und Schliessergrundplatte 12 montiert ist, und der
obere Offner- und Schliesserarm 17, der untere Off-
ner- und Schliesserarm 22 und der Hebel 31 an der
Offner- und Schliessergrundplatte 12 montiert sind.
Diese Figur zeigt klar die Positionen des Klauenmon-
tageteiles 27 des oberen Offner- und Schliesserar-
mes 17 und der oberen Greiferklaue 28, welche auf
dem Klauenmontageteil 27 montiert ist (und daraus
folgend die Positionen des Klauenmontageteiles 29
des unteren Offner- und Schliesserarmes 22 und der
unteren Greiferklaue 30, welche auf dem Klauen-
montageteil 29 montiert ist), in Bezug zum Stift 3C
des Ambosses 3 des Mikrometers 1, zum Schnei-
denteil 5C des Messaufnehmerteiles 5, zum &usse-
ren Ende der Spindel 4 und zur Spindel 41 des &us-
seren Endanschlages 40.

Fig. 15 zeigt die Beziehung zwischen dem oberen
Offner- und Schliesserarm 17, dem unteren Offner-
und Schliesserarm 22 und dem Hebel 31. Der Hebel
31 ist um die Lagerbiichse 34 drehbar. Wenn der
Hebel in Pfeilrichtung B um die Drehachse bewegt
wird, bewegt sich der obere Offner- und Schliesser-
arm 17 in éffnender Richtung (durch Pfeil C ange-
zeigt) um die Hulse 20, da der Stift 36 auf dem He-
bel 31 ins Loch 37 eingepasst ist. Ebenso wird,
wenn der Hebel 31 in Pfeilrichtung B um die Dreh-
achse bewegt wird, der untere Offner- und Schliies-
serarm 22 in offnender Richtung (durch Pfeil D an-
gezeigt) um die Hulse 25 bewegt, da der Stift 38 auf
dem Hebel 31 ins Loch 39 eingepasst ist. Auf diese
Weise kénnen die Greiferklauen (die obere und unte-
re Greiferklaue 28 und 30) durch Bewegen des He-
bels 31 in Pfeilrichtung B (d.h. nach abwérts) vonein-
ander wegbewegt werden.

Aus diesem Grund koénnen in dieser Ausflhrung
sowohl das Zentrieren des zu messenden Objektes
11 als auch das Positionieren des Objektes 11 in
der vorbestimmten Position einfach bewerkstelligt
werden. Deshalb werden Grate, im Gegensatz zur
konventionellen Konstruktion, nicht vom Amboss 3
und der Spindel 4 zerdriickt, und dariber hinaus
kommt es, im Gegensatz zur konventionellen Kon-
struktion, zu keiner Anderung des gemessenen Wer-
tes infolge Verschiebens der Messposition, sogar
wenn sich auf einer Seite des zu messenden Objek-
tes ein Grat gebildet hat. Auf diese Weise konnen
diese Nachteile der konventionellen Konstruktion be-
seitigt werden, und es kann stabil und in kurzer Zeit
bestimmt werden, ob irgendein rickseitiger Grat vor-
handen oder nicht vorhanden ist, ohne jegliche Fehl-
bestimmung zu verursachen.
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Die vorliegende Erfindung hat die obige Konstruk-
tion, und aus diesem Grund werden folgende vorteil-
haften Wirkungen erzielt.

In der vorliegenden Erfindung geméss Ansprichen
1 und 2 kann die Messung in kurzer Zeit bewerkstel-
ligt werden, und Fehlbestimmungen werden reduziert,
und es konnen stabile Messwerte erhalten werden.

In der vorliegenden Erfindung geméss Anspruch 3
kann das zu messende Objekt einfach in der vorbe-
stimmten Position positioniet werden d.h. in der
Achse des Ambosses und der Spindel, und aus die-
sem Grund kann die Messung in kurzer Zeit bewerk-
stelligt werden, und Fehlbestimmungen werden redu-
ziert, und es kénnen stabile Messwerte erhalten wer-
den.

Wenn in der vorliegenden Erfindung geméss An-
spruch 4 das dussere Ende des zu messenden Ob-
jektes die Messposition erreicht, wird es daran ge-
hindert, sich Gber die Messposition hinaus zu bewe-
gen, und aus diesem Grund kann das aussere Ende
des zu messenden Objektes einfach und genau in
der Messposition positioniert werden.

In der vorliegenden Erfindung geméass Anspruch 5
kann das aussere Ende des zu messenden Objektes
einfach in der Achse des Ambosses und der Spindel
positioniert werden.

In der vorliegenden Erfindung geméass Anspruch 6
kann das dussere Ende des zu messenden Objektes
mit einem Griff in der Achse des Ambosses und der
Spindel positioniert werden.

Patentanspriiche

1. Mikrometer, umfassend: eine Spindel, welche
ein ausseres Ende hat, welches in einer flachen plat-
tenformigen Art geformt ist; einen Amboss, welcher
einen Ambosskorper einschliesst, welcher in einer
stabférmigen Form geformt ist; einen Stift von vorbe-
stimmter Lénge, welcher einen kleineren Durchmes-
ser hat als der Ambosskérper, und welcher Stift am
ausseren Ende des Ambosskérpers ausgebildet ist;
einen Messaufnehmerteil von réhrenférmiger Form,
welcher an den Ambosskorper angepasst ist, und
welcher Messaufnehmerteil gleitend entlang dem
Ambosskorper bewegbar ist, und das aussere Ende
des Messaufnehmerteiles in plattenformiger Form
geformt ist, und der Messaufnehmerteil ein Loch
zum EinfUhren eines Stiftes einschliesst, welches in
einem zentralen Teil des dusseren Endes des Mess-
aufnehmerteiles angebracht ist, wobei der Stift so ins
Loch zum Einflihren eines Stiftes einflhrbar ist, dass
der Stift aus dem &usseren Ende des Messaufneh-
merteiles herausragt; und eine Messuhr, welche, an
ihrem &usseren Ende in Kontakt mit dem Messauf-
nehmer gebracht, imstande ist, in Ubereinstimmung
mit der Gleitbewegung des Messaufnehmerteiles
Plus- und Minuswerte anzuzeigen; in welchem Mi-
krometer beim Anstossen des dusseren Endes des
Messaufnehmerteilers gegen das &ussere Ende der
Spindel und beim Zusammenfallen des dusseren En-
des des Stiftes des Ambosskdrpers mit dem &usse-
ren Ende des Messaufnehmerteiles eine Nullsteilung
der Messuhr erfolgt; und in welchem Mikrometer ein
zu messendes Objekt zwischen dem Messaufneh-
merteil und der Spindel eingefiihrt ist.
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2. Mikrometer geméass Anspruch 1, in welchem,
wenn das aussere Ende des Messaufnehmerteiles in
Beriihrung mit dem zu messenden Objekt bringbar
ist, aus der Grosse der Gleitbewegung des Messauf-

nehmerteiles relativ zum Stift des Ambosskérpers 5
bestimmbar ist, ob das zu messende Objekt ein ge-
eignetes ist.

3. Mikrometer gemass einem der Anspriche 1
oder 2, umfassend zusétzlich: einen &usseren End-
anschlag, welcher mit dem zu messenden Objekt in 10
Kontakt gebracht wird, um das &ussere Ende des
Objektes in einer vorbestimmten Position zu positio-
nieren; und eine Zentriervorrichtung, welche das zu
messende Objekt festhalt, um das Objekt relativ zum
Amboss und zur Spindel zu zentrieren, wenn das 15
aussere Ende des zu messenden Objekies gegen
das 4dussere Ende des &usseren Endanschlages
stosst, in welchem Mikrometer das zu messende Ob-
jekt gegen den ausseren Endanschlag gestossen
wird, sodass das Objekt in einer vorbestimmten Po- 20
sition positioniert ist, und festgehalten wird, um das
Objekt in einer zentrierten Position zwischen dem
Amboss und der Spindel zu positionieren, und an-
schliessend das dussere Ende des Messaufnehmer-
teiles in Berlihrung mit dem zu messenden Objekt 25
gebracht wird, sodass aus der Grosse der Gleitbe-
wegung des Messaufnehmerteiles relativ zum Stift
des Ambosskorpers bestimmt wird, ob das zu mes-
sende Objekt ein geeignetes ist.

4. Mikrometer gemass Anspruch 3, in welchem 30
der genannte &dussere Endanschlag einen zusatzli-
chen Mikrometer umfasst.

5. Mikrometer gemass einem der Anspriche 3
oder 4, in welchem die genannte Zentriervorrichtung
dem ausseren Ende des Ambosses beim &usseren 35
Ende der Spindel ausweicht und das Objekt bei den
ausseren Enden der Messabschnitte der Spindel und
des Ambosses, welche die Einfihrungsrichtung des
Objektes schneiden, von der Ober- und Unterseite
des Objektes her festhalt, womit das Objekt zentriert 40
wird.

6. Mikrometer gemiss einem der Anspriiche 3 bis
5, in welchem die genannte Zentriervorrichtung ein
Paar obere und untere Klauen umfasst, um das zu
messende Objekt zwischen den Klauen von der obe- 45
ren und unteren Seite her zu halten, und das Klau-
enpaar durch Aufwarts- und Abwartsbewegen eines
Hebels zueinander und voneinander weg bewegt
werden kann.

7. Mikrometer gemass einem der Anspriiche 1 bis 50
6, in welchem aus der Grosse der Gleitbewegung des
ausseren Endes des Messaufnehmerteiles relativ
zum &ausseren Ende des Stiftes des Ambosskorpers
bestimmbar ist, ob irgendein Grat vorhanden ist.

55

60

65







CH 694 342 A5

FIG.2

5C
- ——— ==
I
3t 5A




CH 694 342 A5

FIG.4

FIG.5
5B /5

- i < _&p
7 !

5A




FIG.6

CH 694 342 A5




CH 694 342 A5

FIG.7

A .




CH 694 342 A5

FIG.8

e N~




CH 694 342 A5

FIG.9

—
5C 11 4
N
—
—




CH 694 342 A5

FIG.10

5C

11A
11 4

/
\\—/




CH 694 342 A5

FIG.11

5C

1A
11 4

3C




CH 694 342 A5

FIG.12

A_

15~




CH 694 342 A5

FIG.13

17




CH 694 342 A5

o\ || O

mv\/ L.

v19Id _:




110

CH 694 342 A5

FIG.15

FIG.16




CH 694 342 A5

FIG.17




CH 694 342 A5

FIG.18A

300 120

110 ) )

FIG.18B

210 300 220

'




	BIBLIOGRAPHY
	DESCRIPTION
	CLAIMS
	DRAWINGS

